-".'
SAFEQ-CONTROL
M A T E R T A 1 [ E K N I K

Svepelektronmikroskopi — nar det ska tittas lite narmare

Ett svepelektronmikroskop (SEM) anvéands bl.a. for att gora
forstorade avbilder av mindre féremal och partiklar. Undersokning och analys utfors

bl.a. av:

Fordelen med ett SEM &r mojligheten att se pa ytor i mycket
hog forstorning, upp till 300 000 ggr forstoring. JAmfort med Brottytor
ett optiskt mikroskop har man ett mycket storre skarpedjup

N .. N .\ . Belaggningar
som gor att det med fordel anvénds for undersokningar av

exempelvis brottytor. Den storsta skillnaden mellan ett SEM Korrosionsprodukter
och ett optiskt mikroskop &r att ett SEM anvénder sig av Materialidentifikation
elektroner istéllet for ljus. (metallpartiklar, pulver etc.)

. ) o B Férdelning av ingdende element
Med vart instrument kan analyser utforas i bade hdg- och (x-ray mapping)

lagvakuum. Om undersokning utfors i hogvakuum maste

. . " Faser i mikrostruktur (bl.a. spréda faser)
provet vara elektriskt ledande. | det fall provet inte &r ledande

kan det belaggas med ett ledande skikt med guld alternativt S ST R a7
kol. I lagvakuum kan i stort sett alla prov undersokas och Asbest (damm-, luft- och vattenprov)
analyseras.

Miljoprover (t.ex. tungmetaller)

Vart SEM éar aven utrustat med energidispersiv rontgen- Farg (t.ex. bly, koppar)
spektrometer (EDS/EDX). Det ger oss mojlighet att kemiskt
analysera sammansattningen bade kvalitativt och kvantitativt
pa ytan av det omrade vi undersoker. Vi kan utféra en Vil
dversiktsanalys av ett omrade (area analys) och/eller analysera \ j
ett specifikt litet omrade, s.k. "spot check". Exempel pa
anvandningsomraden kan vara analys av en partikel,
beldggning, korrosionsprodukt eller asbestfiber. Med hjalp av
linjeanalys kan vi pdvisa variationer av den kemiska
sammansattningen oéver en vald linje vilket fordelaktigt kan
anvandas for att analysera ytskikt. Vi kan dven utfora en
kartlaggning (s.k. mapping) Gver de ingéende grundamnena
och visar dess fordelning samt koncentration. Resultaten for
ovanstaende analyser kan redovisas som spektrum,

i tabellform, grafiskt samt i bildformat.
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Utrustning: JEOL-6510A/JSM-6510LA Brottyta
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